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東芝ユニファイドテクノロジーズ 「信頼性評価支援」活用事例

1. 信頼性評価支援の特長

規格試験に留まらず、設計改善・不具合原因特定まで踏み込む「実務直結型」の信頼性評価
• 開発初期から設計検証、試作、量産準備まで各フェーズに応じた試験設計
• 評価を一貫支援

 評価試験 × 治具開発 × データ取得・解析を組み合わせ、設計フィードバックにつながる結果を提供
• 市場不具合の再現試験や原因特定にも多数の実績

2. 幅広いフェーズ・評価サンプルへ対応

• 開発初期／設計検証／試作評価／量産前検証まで対応
• 電子部品から完成品レベルまで、製品特性・使用環境を踏まえた評価条件を設計

3. 製品分野別の適用例

① 電子機器
• 温湿度・振動・衝撃など各種環境試験に対応
• 設計段階へ迅速にフィードバックし、市場不具合低減・手戻り削減に貢献
• 適用例：

据置型Wi-Fiルータ、監視カメラ／レコーダー、モバイル型液晶テレビ、補聴器、ワイヤレスヘッドセット、
ノートPC、モバイル機器 など

② 車載製品
• 車載規格に対応した複合環境試験・急速温度変化試験に対応
• 量産・市場実績に基づく厳しい条件設定により、設計限界や潜在不具合を早期に顕在化
• 適用例：

電動パワーステアリング制御ユニット、車載向けLED・コネクタ 等
③ ストレージ製品（SSD・HDD）

• ストレージ特性を踏まえた専用試験サービスを提供
• ベンチマーク評価、市場不具合解析、選定試験、耐久試験を支援
• SATA／SAS／NVMeに対応
• 適用例：

ノートPC向けSSD、データセンター向けエンタープライズHDD、
監視カメラ用ストレージ、コンシューマ 向け外付けSSD など

4. 対応試験事例

① 環境試験（温湿度・温度変化・加速寿命 など)
• 恒温恒湿槽、急速温度変化試験機、熱衝撃試験機を保有
• 外部機関とも連携し、試験を一括受託
• 特定条件下でのみ発生する不具合の再現試験や、製品動作と

組み合わせた評価、データロギング試験にも対応
② 衝撃試験・振動試験（複合環境を含む）

• 輸送・保管を想定した衝撃試験、姿勢保持落下試験に対応
• 温湿度環境と振動・衝撃負荷を組み合わせた厳しい規格にも対応
• 共振点検出・定点加振など、車載製品に不可欠な高度試験にも実績
• 姿勢保持落下試験により、再現性の高い落下条件で不具合を顕在化

課題の解決をご提案！多様な評価試験実績があります

信頼性評価試験機群
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5. ”試験の設計“ 支援の事例（試験条件・試験治具の設計）
【事例１】結露試験： 

• ペルチェ素子を用いた試験環境を構築
• 槽内温湿度を固定し、サンプル温度のみを制御
• 実使用に近い結露現象を再現

【事例２】長期のログ取得試験：
• 電流監視治具を自社開発
• 多チャンネル長期試験における全データロギングを低コストで実現
※当社実績例（条件により異なります）

【事例３】熱衝撃試験：
• 連続抵抗値測定環境と温度監視機能を構築
• 測定タイミングを制御し、温度影響を排除した高品質データを取得
• お客様設備負担低減にも貢献 ※当社実績例

6. “試験の改善” 支援の事例（試験の効率化・自動化・高付加価値化）

【事例１】機能測定試験：
• 約50項目の繰り返し測定作業を自動化
• 無人試験を実現し、工期短縮・信頼性向上
• 試験期間：14日 → 3日（約79％削減）

【事例２】温度サイクル試験：
• サンプル温度を監視し、冷却ファンを自動制御
• 過負荷を避けつつ冷却効率を最適化
• 試験期間：158日 → 98日（約38％削減）

【事例３】高速度X線撮影：
• 落下・振動・衝撃試験と高速度X線撮影を組み合わせ
• 内部挙動を非破壊でリアルタイム可視化
• 試験中の不具合原因を迅速に特定

7. 実装試験・解析・分析の事例
• 冷熱衝撃、温度サイクル、恒温恒湿バイアス
• PCB出来映え観察、外観観察（IPC準拠）
• X線／CT観察、断面加工・観察
• SEM／EDX分析、FT-IR分析、レッドインク試験 等
• 実装・要素技術を熟知したエンジニアが、

試験計画 → 試験 → 解析 → 寿命予測まで一貫支援
• サンプル加工・研磨・分析を自社で対応し、迅速、かつ

高精度な評価・解析を提供
• 結果報告に加え、考察・対策・改善案を付記し設計へ
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